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Im Namen unserer Mandantin mochten wir zu dem oben genannten Bescheid wie 
folgt Stellung nehmen. 

Der Priifer am EPA als der mit der vorlaufigen Priifungen beauftragten Behorde 
wendet gegen die Patentfahigkeit der bislang vorliegenden Anspriiche ein, dass der 
Gegenstand nicht neu gegeniiber dem Stand der Technik sei. 

Als Anlage wird ein neuer Satz Patentanspriiche beigefiigt Die Anmelderin ist der 
Auffassung, dieser neue Satz Patentanspriiche erfulle die Erfordernisse von 
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit, wie im folgenden dargelegt wird. josepnspitaistr. 15 

D-80331 Munchen 

Die Anspriiche wurden wie folgt geandert: postfach 33Q Q2Q 

D-80069 Munchen 

- Der neue Patentanspruch 1 enthalt die Merkmale des urspriingHchen 

Patentanspruchs 2. Tel +49 (89) 232 69- 0 

Fax +49 (89) 232 69- 232 
E-Mail mail@zimpat.com 



- Die neuen Patentanspriiche 1 3 5 2 1 und 27 wurden analog geandert. 

- Der neue Paten tanspruch 20 wurde als abhangiger Patentanspruch 
formuliert 

- Die Nummerierung der Anspriiche und der Ruckbeziehungen wurde 
angepasst. 

Im folgenden werden die Unterschiede zum genannten Stand der Technik 
exemplarisch am neuen Patentanspruch 1 erlautert. 

Durch das neu eingefugte Merkmal, die Kontaktflachen der zweiten 
Anordnung von Kontaktflachen seien grofier als die Kontaktflachen der 
ersten Anordnung von Kontaktflachen, ist nun eindeutig klargestellt, dass 
es sich in Anspruch 1 um zwei (verschiedene und durch die GroBe 
unterscheidbare) Anordnungen von Kontaktflachen handelt, die mit den 
Eingangen der Treiberschaltung verbunden sind. 

Die gegenstandlichen Merkmale: 

o erste Anordnungen von Kontaktflachen, 

o zweite Anordnungen von Kontaktflachen, 

o Verbindung der Kontaktflachen mit dem Eingang der 

Treiberschaltung, und 
o unterschiedliche GroBe der Kontaktflachen, 

sind durch keine der Entgegenhaltung in Ihrer Kombination offenbart oder 
nahegelegt. Bezuglich der Offenbarung der einzelnen Druckschriften des 
Standes der Technik verweisen wir auf unseren Schriftsatz vom 7. Mai 
2004. 

Falls es in den Dokumenten des Standes der Technik unterschiedliche 
Kontaktflachen gibt, ist zumindest eine Anordnung von Kontaktflachen mit 
dem Ausgang der Treiberschaltung verbunden. 

Dariiber hinaus muss im Rahmen der Beurteilung der erfinderische 
Tatigkeit berucksichtigt werden, dass keine der Entgegenhaltungen die 
GroBe der Kontaktflachen fur den Testbetrieb erortert und somit ein 



Fachmann ausgehend vom nachsten Stand der Technik (Dl) keinen 
Hinweis auf den Gegenstand des neuen Patentanspruch 1 erhalt. 

Da diese Merkmale auch fur die anderen unabhangigen Anspriiche gelten, ist die 
Anmelderin der Auffassung, dass der neue Satz Patentanspriiche neu und 
erfinderische gegemiber dem zitierten Stand der Technik ist. 

Sollten weitere Erlauterungen hierzu als notwendig erachtet werden, wird der 
Priifer hoflichst gebeten, sich mit dem Vertreter der Anmelderinnen telefonischen 
Verbindung zu setzen. 



Mit freundlichen GriiBen 



Gerd Zimmermann 

EWopean Patent Attorney (1 59) 
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Geanderte Patentanspriiche 



1 . Ansteuerelektronik fur die Ansteuerung eines optoelektronischen Gerates 
mit einer Matrix von Bildelementen, mit: 

5 einer Treiberschaltung ( 1 02x), wobei 

die Treiberschaltung Eingange (110) und Ausgange (1 12) auf- 
weist; 

einer ersten Anordnung von Kontaktflachen (104), die mit den Ein- 
gangen der Treiberschaltung (102x) verbunden sind; und 

10 einer zvveiten Anordnung von Kontaktflachen (105), die mit den Ein- 

gangen der Treiberschaltung (102x) verbunden sind, 

wobei die Kontaktflachen (105) der zweiten Anordnung von Kontaktflachen 
grofler sind als die Kontaktflachen (104) der ersten Anordnung von 
Kontaktflachen. 

15 

2. Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspriichen, wo- 
bei: 

die Anzahl der Eingange der Treiberschaltung (102x), mittels derer 
die Treiberschaltung mit der zweiten Anordnung von Kontaktflachen 
20 (1 05) verbunden ist, maximal 5 % der Anzahl der Ausgange der Trei- 

berschaltung betragt, mittels derer die Treiberschaltung mit den Steu- 
erleitungen (103x) der Matrix von Bildelementen (101 ) verbunden ist. 



3. Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
25 bei: 

die erste Anordnung von Kontaktflachen (104) fur die Bilderzeugung 
wahrend des normalen Betriebs dient; und 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (1 05) fur die Mustererzeu- 
gung wahrend des Testbetriebs dient. 
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Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 



die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) uber die erste An- 
ordnung von Kontaktflachen (104) mit der Treiberschaltung (102x) 
verbunden ist. 

Ansteuerelektronik gemaB Anspruch 4 wobei: 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) liber die erste An- 
ordnung von Kontaktflachen (104) mittels Schaltelementen oder Bau- 
elementen mit der Treiberschaltung (1 02x) verbunden ist. 

Ansteuerelektronik gemaB Anspruch 4 wobei: 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (1 05) uber die erste An- 
ordnung von Kontaktflachen (104) direkt mit der Treiberschaltung 
(102x) verbunden ist. 

Ansteuerelektronik gemaB einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei: 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) uber eine Testelek- 
tronik (202x) mit der Treiberschaltung (102x) verbunden ist. 

Ansteuerelektronik gemaB einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei: 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) direkt mit der Trei- 
berschaltung verbunden ist. 

Ansteuerelektronik gemaB Anspruch 8, wobei: 

in der Treiberschaltung Testschaltkreise integriert sind. 



bei: 



10. Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei: 
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die Anzahl von zweiten Pads (105b) der zweiten Anordnung von 
Kontaktflachen (105) maximal 90 % der Anzahl von ersten Pads 
(104b) der ersten Anordnung von Kontaktflachen (104) betragt, be- 
vorzugt maximal 50 %, besonders bevorzugt maximal 20 % betragt. 

5 

1 1 . Ansteuerelektronik gemafi einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei: 

die zweiten Pads (105b) der zweiten Anordnung von Kontaktflachen 
groBer sind als die ersten Pads (104b) der ersten Anordnung von 
Kontaktflachen. 

10 

1 2. Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei: 

die zweiten Pads (1 05b) der zweiten Anordnung von Kontaktflachen 
mindestens eine Ausdehnung von 100 ^im, bevorzugt eine Ausdeh- 
nung von 0.5 mm, besonders bevorzugt eine Ausdehnung von 2 mm 
1 5 haben. 



13. Anordnung von Testkontaktflachen zur Versorgung eines optoelektroni- 
schen Gerates, das eine Matrix von Bildelementen enthalt, mit Signalen 
fur die Erzeugung eines Testmusters, mit: 

20 mindestens einem Pad (1 05b); 

mindestens einer Verbindung (105a) des mindestens einen Pads mit 
einer Treiberschaltung (102x), die im normalen Betrieb iiber eine An- 
ordnung von Betriebskontaktflachen (104) mit Signalen versorgt wird, 

wobei die Testkontaktflache der Anordnung von Testkontaktflachen 
25 groBer ist als die Betriebskontaktflachen. 



1 4. Anordnung gemaB Anspruch 1 3, wobei 
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die Treiberschaltung Eingange (110) und Ausgange (112) aufweist 
und wobei die mindestens eine Verbindung (105a) mit mindestens ei- 
nem der Eingange (110) verbunden ist. 

Anordnung gemaB einem der Anspriiche 13 bis 14, wobei 

das mindestens eine Pad der Anordnung von Kontaktflachen minde- 
stens eine Ausdehnung von 100 jim, bevorzugt eine Ausdehnung von 
0.5 mm, besonders bevorzugt eine Ausdehnung von 2 mm haben. 

Anordnung gemaB einem der Anspriiche 13 bis 15, wobei 

die Anzahl von Pads (105b) der Anordnung von Testkontaktflachen 
(105) maximal 90 % der Anzahl von Pads (104b) der Anordnung von 
Betriebskontaktflachen (104) betragt, bevorzugt maximal 50 %, be- 
sonders bevorzugt maximal 20 % betragt. 

Anordnung gemaB einem der Anspriiche 13 bis 16, wobei 

die Anordnung von Testkontaktflachen (105) iiber die Anordnung von 
Betriebskontaktflachen (104) mit der Treiberschaltung (102x) verbun- 
den ist. 

Anordnung gemaB einem der Anspriiche 13 bis 16, wobei 

die Anordnung von Testkontaktflachen iiber eine Testelektronik 
(202x) mit der Treiberschaltung (102x) verbunden ist. 

Anordnung gemaB einem der Anspriiche 13 bis 16, wobei 

die Anordnung von Testkontaktflachen direkt mit der Treiberschal- 
tung (102x) verbunden ist. 



20. Optoelektronisches Gerat mit 
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einer Matrix von Bildelementen (101); und 

einer Ansteuerelektronik gemaB einem der Anspriiche 1 bis 12. 

Verfahren zum Testen eines optoelektronischen Gerates mit den Schrit- 
ten: 

a) ein Kontakt zwischen einer extemen Steuerung und einer An- 
ordnung von Testkontaktflachen, die groBer sind als Betriebskontakt- 
flachen, vvird hergestellt; 

b) iiber die Anordnung von Testkontaktflachen wird ein Eingang 
einer Treiberschaltung mit Eingangssignalen versorgt, um ein Testmu- 
ster auf einer Matrix von Bildelementen zu erzeugen; und 

c) die Bildelemente der Matrix von Bildelementen werden getestet. 

Verfahren zum Testen gemaB Anspruch 21, wobei 

die Eingangssignale ein periodisches Testmuster erzeugen. 

Verfahren zum Testen gemaB einem der Anspriiche 21 bis 22, wobei 

die Eingangssignale ein vertikal, horizontal und diagonal periodisches 
Testmuster erzeugen. 



Verfahren zum Testen gemaB einem der Anspriiche 21 bis 23, wobei 

die Bildelemente mit einem Strahl geladener Teilchen oder Laser- 
strahlung getestet werden. 



25. 



Verfahren zum Testen gemaB einem der Anspriiche 21 bis 24, das den 
weiteren Schritt beinhaltet: 
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ein Vakuum vvird in der Umgebung des zu testenden optoelektroni- 
schen Gerates hergestellt. 

26. Verfahren zum Testen gemaB einem der Anspriiche 21 bis 2526, wobei 
5 Schritt c) folgende Schritte enthalt: 

cl) die Bildelement in einem Bereich der Matrix von Bildelementen 
werden getestet; 

c2) das optoelektronische Gerat wird verschoben; und 

c3) die Bildelemente in einem weiteren Bereich der Matrix von 
10 Bildelementen werden getestet; 

27. Verfahren zum Herstellen einer Ansteuerelektronik eines optoelektroni- 
schen Gerates mit einer Matrix von Bildelementen mit den Schritten: 

a) eine Treiberschaltung wird zur Verfiigung gestellt; 

1 5 b) Steuerleitungen der Matrix von Bildelementen werden mit Aus- 

gangen der Treiberschaltung verbunden; 

c) eine erste Anordnung von Kontaktflachen wird zur Verfiigung 
gestellt; 

d) die erste Anordnung von Kontaktflachen wird mit Eingangen 
20 der Treiberschaltung verbunden; 

e) eine zweite Anordnung von Kontaktflachen wird zur Verfiigung 
gestellt, deren Kontaktflachen groBer sind als die Kontaktflachen der 
ersten Anordnung von Kontaktflachen: und 

f) die zweite Anordnung von Kontaktflachen wird mit Eingangen 
25 der Treiberschaltung verbunden. 



28. 



Optoelektronisches Gerat das mit einem Verfahren zum Testen gemaB 
einem der Anspriiche 22 bis 27 oder mit einer Vorrichtung gemaB einem 
der Anspriiche 1 bis 21 getestet wurde. 
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Dariiber hinaus muss folgendes beriicksichtigt vverden. Kurzschlussbalken 
lassen sich aus Prozess-, Platz-, oder schaltungstechnischen Griinden nicht 
immer realisieren. AuBerdem wird die Funktion der Treiberschaltkreise mit 
dieser Losung nicht getestet. Weiterhin konnen nur einfache Testmuster er- 
5 zeugt werden, deren periodisch wiederholte Elementarzelle nicht groBer sein 
kann als die Zahl der KurzschluBbalken. 

Verwendet man fur die Erzeugung eines Testbilds die auch im Rahmen 
des normalen Betriebs vervvendeten Pads, so muss vor allem fur groBe Anzei- 
geelemente eine Vielzahl von Kontaktflachen wahrend des Testens kontaktiert 

10 werden. Dies ist vor allem dann schwierig, wenn groBe Anzeigeelemente 
getestet werden, da hierbei das Anzeigeelement wahrend des Testverfahrens 
verschoben werden muss. KJeinere Displays werden in einer Vielzahl auf dem 
Glas angeordnet, so daB auch in diesem Fall die Glasplatte wahrend des Test- 
vorganges wiederholt verschoben werden muB. um alle Displays zu testen. 

15 Dadurch werden die Anforderungen erhoht, die an den Kontaktierblock gestellt 
werden. Der Kontaktierblock dient zur externen Signaleingabe auf die Kon- 
taktflachen des Treiberschaltkreises oder die Kontaktflachen der 
Datenleitungen und Gateleitungen bzw. der zugehorigen Kurzschlussbalken. 

Die obenstehenden Probleme des Standes der Technik werden gelost durch 
20 erfindungsgemaBe Vorrichtungen nach den Anspruchen 1 , 13, 20 und 28 sowie 
den erfindungsgemaBen Verfahren nach den Anspruchen 21 und 27. 

Die Aufgabe wird gemaB einem Aspekt der Erfindung durch eine Ansteu- 
erelektronik fur die Ansteuerung eines optoelektronischen Gerates mit einer 
Matrix von Bildelementen gelost. Die Ansteuerelektronik weist eine Treiber- 
25 schaltung mit Eingangen und Ausgangen auf. Ferner enthalt die Ansteuer- 
elektronik eine erste Anordnung von Kontaktflachen, die mit der Treiberschal- 
tung verbunden sind und eine zweite Anordnung von Kontaktflachen, die mit 
der Treiberschaltung verbunden sind. Bevorzugt sind beide Anordnungen von 
Kontaktflachen mit den Eingangen der Treiberschaltung verbunden. 

30 Weiterhin bevorzugt weisen die erste Anordnung von Kontaktflachen erste 

Kontaktflachen auf und die zweiten Anordnung von Kontaktflachen weisen 
zweite Kontaktflachen auf. Bevorzugt sind die zweiten Kontaktflachen der 



